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１．概要（Summary） 

低分子有機半導体薄膜において、他の半導体と同様

に、構造の制御が半導体デバイス特性に大きく影響を与

えていることは疑いようがない。しかし、低分子有機半導

体薄膜の多くは長周期的構造を持たない非晶質であり、

構造制御の端緒すら得られないことが実情であった。近

年、分光エリプソメトリーなどを用いた分光手法により非晶

質有機半導体薄膜中の分子配向の存在が明らかになっ

ており、我々のグループの研究によって基板や下地層の

表面エネルギーによって分子の配向性が異なることが明

らかになっている。そこで本課題では、異なる表面エネル

ギーを持つ金属膜や基板を用いることで、低分子有機半

導体薄膜の構造制御を行うことを目的とした。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

高密度汎用スパッタリング装置 CFS-4ES 
【実験方法】 

基板としてシリコン基板、石英基板、金をスパッタ成膜

したシリコン基板、チタンをスパッタ成膜したガラス基板を

用いた。溶媒として、トルエン、クロロホルム、クロロベンゼ

ン、1, 4-ジオキサン用いた。各溶媒に有機 EL 用原料物

質を溶解させ、前駆体溶液を作製し、スピンコート法を用

いて各基板上に薄膜を作製した。多入射角分光エリプソ

メトリー、吸収端近傍 X 線吸収微細構造を用いて作製し

た薄膜の分子配向評価を行った。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
 作製した薄膜は全て X 線回折の結果より非晶質であ

ったが、分子配向評価の結果では異なる分子配向を示し

ていることが分かった。特に、基板の表面エネルギーに応

じて異なる分子配向を示しており、基板を用いた有機半導

体薄膜の構造制御の可能性が示唆された。 
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